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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Рентгенодифрактометричні дослідження змін структурної досконалості бездислокаційних монокристалів
кремнію під дією іонного опромінення, відпалу та гідростатичного тиску

2. X-ray diffraction investigation of structural perfection changes of the dislocation-free silicon crystals under the
influence of ion radiation, annealing and hydrostatic pressure.

Реферат:
1. 1 Робота присвячена дослідженню закономірностей динамічної теорії дифракції рентгенівських променів
по Брегу на кристалах, які містять різноманітні спотворення структури під дією різних фізичних факторів.
Застосовувaлись методи, які базуються на аналізі інтегральних відбиваючих здатностей та профілів
просторового розподі-лу дифрагованої інтенсивності рентгенівських променів.За допомогою рентгенівських
дифрактометричних дос-ліджень доведено, що високотемпературне гідростатичне стискування погіршує
стан структурної досконалостікремнієвих кристалів.

2. This thesis is devoted to the experimental investigation of regularities of the dynamical X-ray Bragg diffraction
on crystals, containing various structural distortions under different physical factors influence. With the help of X-
ray diffractometricalinvestigations it was proved that hydrostatic pressure leads to substantial lowering of
structural perfection in silicon crystals.
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